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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T33523《产品几何技术规范(GPS) 表面结构 区域法》的第604部分。GB/T33523

已经发布了以下部分:
———第1部分:表面结构的表示法;
———第2部分:术语、定义及表面结构参数;
———第3部分:规范操作集;
———第6部分:表面结构测量方法的分类;
———第70部分:实物测量标准;
———第71部分:软件测量标准;
———第72部分:XML文件格式x3p;
———第601部分:接触(触针)式仪器的标称特性;
———第602部分:非接触(共聚焦色差探针)式仪器的标称特性;
———第603部分:非接触(相移干涉显微)式仪器的标称特性;
———第604部分:非接触(相干扫描干涉)式仪器的标称特性;
———第605部分:非接触(点自动对焦探针)式仪器的标称特性;
———第606部分:非接触(变焦)式仪器的标称特性;
———第701部分:接触(触针)式仪器的校准与测量标准。
本文件等同采用ISO25178-604:2013《产品几何技术规范(GPS) 表面结构 区域法 第604部

分:非接触(相干扫描干涉)式仪器的标称特性》。
本文件增加了“规范性引用文件”一章。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC/TC240)提出并归口。
本文件起草单位:清华大学、天津大学、厦门市计量检定测试院、江苏锐精光电研究院有限公司、中

机生产力促进中心有限公司、中国计量大学、北京时代之峰科技有限公司、枣庄有规信息科技有限公司、
中机研标准技术研究院(北京)有限公司。

本文件主要起草人:尉昊赟、郭彤、郑伟峰、陈刚、孔明、郝建国、张宗政、朱悦。
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引  言

  随着国家产品质量提升计划的实施,对产品设计、制造、测量和检验过程中使用的统一规范或原则

的需求越来越迫切。原有产品几何技术规范中表面结构的表示方法及相关标准已不能满足产品制造过

程中的表面质量控制要求。
GB/T33523《产品几何技术规范(GPS) 表面结构 区域法》基于新一代GPS产品几何规范体

系,通过数字化测量技术、软件分析技术及计量评定等手段,构建一套全新的三维表面结构测量与分析

的推荐性国家标准。GB/T33523在提出表面结构表示法、表面结构参数及规范操作集的基础上,分析

了表面结构测量的方法,给出了使用的测量技术及仪器的标称特性。特别是,GB/T33523在涵盖接触

式测量仪器的同时,重点引入了在高精度测量应用中具有重要价值但缺乏标准支撑的多种非接触式测

量仪器。GB/T33523还规范了实物测量和软件测量标准,给出了软件文件标准和表面结构测量的计

量特性。GB/T33523实现了从二维轮廓测量到三维表面结构测量的跨越,为GPS产品几何规范体系

提供了计量测试支撑。
GB/T33523拟由14个部分构成。
———第1部分:表面结构的表示法。目的在于规定产品技术文件(例如图纸、规范、合同和报告)中

利用图形符号表示区域表面结构的规则。
———第2部分:术语、定义及表面结构参数。目的在于规定用区域法评定表面结构的术语、定义和

参数。
———第3部分:规范操作集。目的在于规定适用于区域法评定表面结构(尺度限定表面)的完整规

范操作集。
———第6部分:表面结构测量方法的分类。目的在于规定主要用于表面结构测量方法的分类体系,

定义三类方法,描述三类方法之间的关系,并对具体方法做简要说明。
———第70部分:实物测量标准。目的在于规定用于定期验证和调整区域法表面结构测量仪器的实

物测量标准的特性。
———第71部分:软件测量标准。目的在于规定用于测量仪器软件校验的S1型和S2型软件测量标

准(标准具)的术语定义。
———第72部分:XML文件格式x3p。目的在于规定规定用于存储和交换形貌及轮廓数据的XML

文件格式x3p。
———第601部分:接触(触针)式仪器的标称特性。目的在于规定表面结构区域法接触(触针)式仪

器的标称特性。
———第602部分:非接触(共聚焦色差探针)式仪器的标称特性。目的在于规定使用基于白光轴向

色散特性的共聚焦色差探针测量表面结构的非接触式仪器的设计与计量特性。
———第603部分:非接触(相移干涉显微)式仪器的标称特性。目的在于规定相移干涉法(PSI)轮廓

和区域表面结构测量显微镜的计量特性。
———第604部分:非接触(相干扫描干涉)式仪器的标称特性。目的在于规定用于表面高度三维映

射的相干扫描干涉(CSI)测量系统的计量特性。
———第605部分:非接触(点自动对焦探针)式仪器的标称特性。目的在于规定使用点自动对焦探

针测量表面结构的非接触式仪器的计量特性。
———第606部分:非接触(变焦)式仪器的标称特性。目的在于规定使用变焦(FV)传感器测量表面

结构的非接触式仪器的设计与计量特性。
———第701部分:接触(触针)式仪器的校准与测量标准。目的在于规定区域法表面结构接触(触

针)式仪器用作测量标准的实物量具的特性,残余误差的评定方法,校准、验收和周期检定的检

测方法。
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产品几何技术规范(GPS)
表面结构 区域法

第604部分:非接触(相干扫描干涉)式
仪器的标称特性

1 范围

本文件规定了用于表面高度三维映射的相干扫描干涉(CSI)测量系统的计量特性。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 与区域表面结构测量方法相关的术语和定义

3.1.1
区域基准 arealreference
仪器的一个组成部分,它确定一个基准表面用于表面形貌测量。

3.1.2
仪器坐标系 coordinatesystemoftheinstrument
(x,y,z)坐标轴的右手定则笛卡儿直角坐标系,其中:
———(x,y)是由仪器的区域基准构建的平面(注:有的光学仪器没有实际的区域导向基准);
———对光学仪器而言,Z 轴沿光轴方向且垂直于(x,y)平面;对触针类仪器而言,Z 轴位于触针轨

迹平面内且垂直于(x,y)平面(见图1)。
注1:通常对水平面内扫描的仪器而言,X 轴是扫描轴,Y 轴是步进轴。

注2:亦可见“规范坐标系”[GB/T33523.2—2017,3.1.2]和“测量坐标系”[GB/T33523.6—2017,3.1.1]。
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